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Dotychczas wyniki badań ultradźwiękowych
otrzymuje się w postaci opisu lub wykresu albo
wreszcie szeregu fotografii, przedstawiających
wskazania defektoskopu w poszczególnych
punktach powierzchni badanego przedmiotu,

.łącznie ze szkicem rozmieszczenia powyższych
punktów. Sposoby te dają mało przejrzyste wy¬
niki i uniemożliwiają w wielu przypadkach ich
interpretację.

Sposób według wynalazku pozwala metodami
defektoskopii ultradźwiękowej otrzymywać na
materiale światłoczułym obrazy tworzywa i to
zarówno obrazy dwuwymiarowe jednobarwne,
jak i obrazy wielobarwne, steroskopowe, wzglę¬
dnie równocześnie wielobarwne i stereoskopowe.
Obrazy te otrzymuje się przesuwając punkt
świetlny po materiale światłoczułym ruchem
zależnym od ruchu czujników defektoskopu
ultradźwiękowego względem badanego przed-

*) Właściciel pater tu oświadczył, że twórcą wyna¬
lazku jest in$. mgr Jdzei Tafcin.

miotu. Jasność tego punktu świetlnego w każ¬
dym momencie jest zależna od natężenia drgań
ultradźwiękowych, odbieranych przez czujnik
defektoskopu w tym samym momencie.

Sposobem według wynalazku można otrzy¬
mać różne obrazy tego samego przedmiotu,
stosując różne czujniki, różne częstotliwości,
różne ustawienia czujników, czy różne zasięgi.
Obrazy te można zestawiać w obrazy wielo¬
barwne, bądź oglądać je stereoskopowo.

Sposób według wynalazku znacznie rozsze¬
rza możliwości defektoskopii ultradźwiękowej.
Otrzymane obrazy, w odróżnieniu od radiogra¬
fii, można otrzymywać jako obrazy powiększone
lub pomniejszone, co pozwala na utrzymanie
kosztów materiałów światłoczułych na bardzo
niskim poziomie. Sposób ten odznacza się szyb¬
kością badania, czułością, dużym zasięgiem
i wielu innymi zaletami ogólnymi metod de¬
fektoskopii ultradźwiękowej.



Zastrzeżenia patentowe odbieranych przez czujnik odbiorczy defe-

1. Sposób otrzymywania na materiale światło- ktoskopu ultradźwiękowego.
czułym obrazów * makrosfruktury tworzywa 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że
metodą ultradźwiękową, ; znamienny tym, że otrzymane różne obrazy tego samego przed-
po materiale światłoczułym przesuwa się miotu zestawia w obrazy wielobarwne lub
punkt świetlny ruchem zależnym od ruchu stereoskopowe względnie równocześnie wie-
czujników defektoskopu ultradźwiękowego lobarwne i stereoskopowe, stosując różne
względem badanego przedmiotu, jasność zaś czujniki.
tego punktu w każdym momencie jest za- Instytut Metalurgii
leżna od natężenia drgań ultradźwiękowych, im. Stanisława Staszica

RSW „Prasa" W-wa, Okopowa 58/72. Zam. 1239 A Pap. druk. sat. ki. III 70 g. 100 egz.
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